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Wielofunkcyjny tester elementéw pétprzewodnikowych

Multifunction tester for semiconductor components

Opiekun, opiekun dodatkowy

dr inz. tukasz Starzak

Cel, geneza i zakres pracy

Celem pracy jest projekt, konstrukcja urzadzenia umozliwiajacego testowanie najczesciej stosowanych przyrzadéw
p6tprzewodnikowych w réznych aspektach. Temat zostat zgtoszony przez dyplomanta.

W warsztacie czy laboratorium czesto powtdrnie wykorzystuje sie elementy pétprzewodnikowe wymontowane z
innych konstrukcji. W takim przypadku konstruktor nie jest swiadomy lub nie moze by¢ pewny poprawnosci ich
dziatania. Doktadne pomiary kazdego elementu z uzyciem charakterografu zwykle nie s3 mozliwe (urzadzenie takie
nie znajduje sie na wyposazeniu przecietnego warsztatu) lub optacalne czasowo (dtuga i skomplikowana procedura
pomiarowa). Konstruktora najczesciej interesuje stwierdzenie, czy element jest ogdlnie sprawny czy nie, a do
weryfikacji uzywa multimetru ogélnego przeznaczenia. Wymaga to jednak przetaczania funkgji i zmian podtaczenia
miernika do wyprowadzen badanego elementu, co jest ktopotliwe, niewygodne i czasochtonne. Wady tych
tradycyjnych rozwigzan moze wyeliminowa¢ dedykowane urzadzenie.

Wykonane urzadzenie powinno pozwala¢ na badanie najczesciej wykorzystywanych przyrzadéw, w tym elementéw
matej mocy: diod, w tym diod Zenera, diakéw, tyrystoréw jednokierunkowych i triakéw, tranzystoréw BJT,
tranzystoréw MOSFET i tranzystoréw IGBT. Sygnalizowany powinien by¢ przynajmniej wynik testu
pozytywny/negatywny w postaci $wietlnej i dzwiekowej. Testy powinny obejmowaé wszystkie aspekty mogace
$wiadczy¢ o poprawnej pracy lub uszkodzeniu danego przyrzadu, z uwzglednieniem koncéwek obwodu gtéwnego i
obwodu sterowania, w szczegélnosci niska/wysoka rezystancje, w tym w zaleznosci od polaryzacji, oraz efekt
wzmocnienia pradowego. Przytaczenie elementu do urzadzenia powinno nastepowaé w prosty i szybki sposéb
niezaleznie od uktadu jego wyprowadzen. Po tej czynnosci powinno by¢ mozliwe wykonanie wszystkich
niezbednych — w zaleznosci od typu elementu — testéw bez koniecznosci dodatkowych manipulacji, co najwyzej za
pomoca przetacznikéw na panelu urzadzenia. Testy powinny takze pozwala¢ na ustalenie nieznanego uktadu
wyprowadzen z obudowy (w tym przypadku koniecznosé zmiany mocowania elementu jest dopuszczalna).

Mozliwos¢ poszerzenia lub modyfikacji zakresu

Pomiar i prezentacja wybranych parametréw opisujacych dziatanie przyrzadu liczbowo, np. napiecia Zenera,
napiecia progowego, wzmocnienia pradowego.

Pozadane umiejetnosci na poziomie programu studiéw

Obstuga aparatury laboratoryjnej. Projektowanie i konstrukcja uktadéw elektronicznych.
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Opisy uktadéw dostepne w prasie technicznej i sieci Internet. Noty aplikacyjne i przyktadowe projekty
udostepniane przez producentéw przyrzadéw pétprzewodnikowych.

Zasady finansowania

Wykonanie ptytek drukowanych w Katedrze. Uktad moze pozosta¢ wtasnoscig Katedry lub dyplomanta. W drugim
przypadku elementy finansuje dyplomant; w pierwszym przypadku mozliwe jest wykorzystanie dostepnych
elementéw a takze sfinansowanie brakujacych elementéw pod warunkiem zgtoszenia zapotrzebowania z
odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiedniej formie.



